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摘要(译)

一种利用磁共振成像系统进行装置跟踪的新方法和系统。根据本技术的
一个方面，一种用于跟踪设备的位置并使用磁共振成像生成图像的方法
包括在存在磁场梯度的情况下应用组合的成像和跟踪脉冲序列，其中组
合的成像和包括射频激励脉冲的跟踪序列。该方法还包括基于由射频激
励脉冲产生的磁共振跟踪信号收集跟踪数据，其中磁共振跟踪信号从安
装在设备中的跟踪线圈返回。该方法还包括基于由射频激励脉冲产生的
磁共振成像信号收集成像数据，其中磁共振成像信号从成像线圈返回。
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